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ΉΟΒΗΟΜ это происходит из-за того, что, в результате рассеивания электронов,
их пробег в кристалле различен. Этот эффект можно, повидимому, устранить.
Тогда, резюмируя, можно сказать, что для изучения j-спектров слабых
препаратов этот метод вполне применим и имеет то преимущество, что позво-
ляет использовать телесный угол 4ir, а не такие малые углы, как в |5-спектро-
графе.

Во второй серии опытов автор с помощью кристалла изучал γ-спектры
Ra(B-f-C) и Th(B-f-C). Попытка эта не увенчалась успехом. Автору не
удалось получить повторяемых результатов. Объясняется это, повидимому,
тем, что γ-лучи даю г вторичные электроны разной энергии. Кроме того, сами
7-спектры достаточно сложны. Таким обрлзом, хогя применение кристалла
для измерения γ-спектров заманчиво, оно вряд ли возможно.

При примзнении кристалла для регистрации α-частиц и других тяжёлых
частиц необходимо учесть, что для них рекомбинация значительнее, чем для
электронов. Автор показал, что импульсы, получаемые в кристалле от
а-частиц, в 4—5 раз меньше по величине, чем от электронов той же энергии.

Совершенно очевидно, что возникновение тока в кристалле под действием
электронов объясняется тем, что электроны так же, как фотоны, при фото-
эффекте переводят электрон в зону проводимости. В книге имеется раздел,
где автор пытается дать теоретическое объяснение тому факту, что не все
кристаллы, обнаруживающие фотоэлектрический эффект (например, алмаз,
цинковая обманка), чувствительны к электронам.

И. Я. Барит

ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИЙ СЕЛЕНОВЫЙ ФОТОЭЛЕМЕНТ

Прежние попытки изготовить электролитические селеновые фотоэлементы
не приводили к положительным результатам: получаемые фотоэлементы об-
ладали низкой чувствительностью и быстро теряли свои фотоэлектрические
свойства 1>3. Гиппель, Шульман и Риттнер 3, повидимому, впервые дали метод
изготовления электролитического фотоэлемента, дьйствигельно пригодного
для измерительных целей. Получаемые ими селеновые фотоэлементы при внеш-
нем напряжении ·>- 2 V дают ток короткого замыкания порядка 1000 μΑ/Lra
{при темновом токе 0,2—2,0 μΑ и поверхности 2 см2/; они обладают хорошей
линейностью в широких пределах внешних сопротивлений и интенсивности
•и, что очень важно, могут работать в течение многих месяцев, не меняя
своих свойств. Спектральная кривая чувствительности этих фотоэлементов
почти та же, что и у сухих селеновых фотоэлементов.

Изготовление электролитического селенового фотоэлемента несложно:
в стеклянный сосуд с раствором SeO2 погружаются 2 металлических электрода
(Pt или нержавеющая сталь), покрьпых электролитически осаждённым Se.
Анодное покрытие при этом должно иметь большую толщину, так как от
этого зависит время жизни фотоэлемента. В рецензируемой статье достаточно
подробно описываются способы покрытия электродов.

Как сообщают авторы, фотоэлементы, содержащие в качестве электро-
литов НС1, Н гРО 4, H2SO4 и др., обнаруживали фоточувствительность, но
слой селена на катоде быстро разрушался, и фоюэлементы выбывали из
строя. Достаточно чувствительные, долгоживущие и стабильные фотоэлементы
были получены лишь с применением раствора SeO2. В этом случае катод не
разрушается, так как происходят следующие реакции:

HaSeO3 + 4(—) + 4 H + = S e + 3H sO (на катоде),

Se-f-3H 8 O=:ri 2 SeO 8 +4rI+-f-4(—) (на селеновом аноде).

Авторы подчёркивают, что для получения высокой чувствительности применя-
емые вещества (Se, SeO8) должны иметь высокую степень чистоты. Загряз-
нение Те (обычное) и другими металлами свыше нескольких миллионных до-
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лей уменьшало чувствительность получаемых фотоэлементов во много раэ,
увеличивало темновой ток, нарушало линейность и т. д.

Судя по материалам реферируемой статьи недостатками получаемых фото-
элементов являются: зависимость темнового тока от температуры, инерци-
онность, сказывающаяся уже при небольших частотах, и значительные вари-
ации качеств получаемых образцов.
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НОВЫЙ МЕТОД ИНФРАКРАСНОЙ ФОТОГРАФИИ

Известные методы инфракрасной фотографии на сенсибилизированных
фотопластинках и с использованием эффекта Гершеля дают возможность
фиксировать лишь коротковолновые инфракрасные лучи. «Эвапорография» по·
Черни пригодна и для длиноволновых инфракрасных лучей. Метод этот
слишкоы сложен, и он не вышел за пределы лабораторных опытов.

Гейнц (Journ. de Physique VII, 293, 1946>
предлагает новый способ инфракрасной фотогра-
фии, основанный на том, что часть тонкого слоя
жидкости, нагреваемая инфракрасными лучами в
том месте, где получается изображение, начинает
подниматься вверх, и циркуляция, получающаяся
в этом месте, оставляет на дне кюветы следы в
виде скопления частиц, примешанных к данной
жидкости. На рис. 1 видно расположение опыта.
На рис. 2 представлен снимок нити угольной
лампы, полученный этим методом. Рядом приве-
дён обычный снимок. Снимки спектров ртутной
дуги, приведённый в оригинальном сообщении,
во:произвести трудно, так как линии там очень
слабы.

Наилучшие результаты Гейнц получает с
суспензией порошка алюминия (размер частиц
•ν- 0,01 мм) в амиловом спирте (1 грамм на 50 еж3)
и с пицеино-керосиновой взвесью. Последняя при-
готовляется следующим образом: 100 CMS керосина
(d = 0,81) смешивается с 15 г пицеина. Жидкогть
нагревается в колбе Эрленмейера до кипения и
фильтруется через гигроскопическую вату при
60—80°. Эта концентрированная суспензия может
сохраняться долго. Для съёмки берут, например,
плоскую кювету со стеклянным дном 5X5 см
и наливают туда -ν, 10 капель полученной взвеси и
такое количество керосина, чтобы в кювете полу-
чился слой в 1,2—1,5 мм *) . Осторожно размешивая,

получают однородную эмульсию. Перед употреблением налитый раствор
выдерживается в течение нескольких часов, причём частицы пицеина
оседают тонким слоем на дно. Перед съёмкой суспензия опять взбалтывается.

Рис. i. Схема расположе-
ния опыта: Л—угольная
лампа, L—линза, Q—пло-
ская стеклянная кювета,
D — взвесь частиц пицеи-
на в керосине, В — токи
нагревающейся жидкости,
С — слой оседающих на

дно частиц пицеина.

*) Слой такой толщины даёт наибольшую чувствительность метода.




